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Enderezadora Devanadora Inspección END Pulidora

Solución en la industria de fabricación y de producción

Olympus NDT ��s����ll� s�s��m�s �� �l�� ��l������ p��� ��pl�� ��s����ll� s�s��m�s �� �l�� ��l������ p��� ��pl��
��� l�ng���s ����n��s �� g��n ��ám���� qu� �f����n l� más �l�� 
��l����, s�n ��j�� �� l��� l� p���u��������. As�m�sm�, us� su 
��s�� ��p����n��� �n END p��� ��s����ll�� s�s��m�s �� �ns�y�s 
��mpl���m�n�� �u��m�������s y, �s�, s���sf���� l�s ��qu�s�� �u��m�������s y, �s�, s���sf���� l�s ��qu�s��
��s más s�����s �n �u�n�� � �nsp�����n�s p�� ul���s�n���s y 
������n��s �� F�u��ul�. Olympus ��mb�én �f���� s�lu���n�s 
�n�us����l�s �s��n��������s l�s��s p��� us�� qu� pu���n s�� 
m���fi����s y ���p����s s�gún l�s n���s�����s �sp���fi��s �� 
nu�s���s �l��n��s. C��� p���� �� l� s�lu��ón pu��� s�� sum�n�s�
����� � ����és �� un ún��� p��y����, qu� �n�luy�:

• Equ�p� �l����ón���;
• p��g��m� �nf��má���� �� úl��m� g�n�����ón;
• m��án���;
• �u��m�������ón;
• s�s��m� �� g�s��ón �� �gu�;
• pu�s�� �n s�������
• p��g��m�s �� ��p�������ón; y
• �yu�� �é�n��� �u��n�� l� p���u���ón.

Diseñado para:

■■ Lingotes■redondos.

■■ Material:■acero■al■carbono,■acero■inoxidable■y■aluminio.

■■ Diámetros■desde■50 mm■(2 pulg.)■hasta■850 mm■(33 pulg.),■
según■el■tipo■de■material.

■■ Defectos■de■referencia:■agujeros■de■fondo■plano,■barrenos■late-
rales■y■muescas■de■superficie.
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Ventajas principales

Alta productividad
• Ampl�� sup��p�s���ón m��án��� �� l�s h���s, g�����s � 

l� ���n�l�g�� �� ul���s�n���s phased array � ������n��s �� 
F�u��ul� mul���l�m�n��s.

• S�s��m� ���sá��l qu� pu��� s�� �áp���m�n�� ��nfigu���� 
(���mp� ����� �� ��mb��).

• V����s ��sp���s p���l�l�s.

Calidad
• A��pl�m��n�� ��s� p��f����, � p�s�� �� ��������n�s �� 

������u� s�gn�fi������s.
• En��g�� �� �l�� ��ns���� ��n l� ���n�l�g�� phased array 

qu� ������� ��f����s más p�qu�ñ�s qu� l� ���n�l�g�� �� 
ul���s�n���s ��n��n���n�l�s.

• B����s �� l�ng���s p�qu�ñ�s y n� ��pl�����s.
• C�l�b����ón �u��má���� �� ���� ��n�l, l� qu� �f���� un� 

g��n ��p���b�l����.
• Equ�p�s �� �ns�y�s p�� ul���s�n���s y ������n��s �� F�u��ul� 

��s����ll���s y sum�n�s�����s ��mpl���m�n�� p�� Olympus.

Fácil de usar
• In���p������ón fá��l �� l�s ��sul����s �� �nsp����ón.
• R���nfigu����ón s�mpl� y �áp��� �n��� ��s l�ng���s �� 

��m�ñ� ��f���n��.
• P���s ��b���l�s �� �nsp����ón, ��mp����� � l�s UT 

��n��n���n�l�s.
• Inf��m�s ����ll���s �� l�s �l��m�s y �� l�s ����s �� 

�nsp����ón.
• P��g��m� �nf��má���� Sup����s��.
• P������l� �� �n�����mb�� DCOM p��� l� ��mun�����ón ��n 

�l N���l 2 ��l s�s��m�.

Principio de inspección
L�s ��b���l�s �� �nsp����ón s�n m�n����s �n �l ���n, �l 
�u�l s� ��spl��� � l� l��g� ��l l�ng���. L�s ��l�n���s �� ���� 
l���n��n y b�j�n l�s ��b���l�s �l ��m��n�� y fin�l �� l� s��
�u�n��� �� �nsp����ón. L� ��pl�����ón s� �f���ú� �u��n�� l� 
������ón ��l l�ng���, m��n���s �l ���n mu��� l�s ��b���l�s �� 
�nsp����ón.

T���s l�s ��b���l�s �� �nsp����ón h�n s��� ��s�ñ���s ��n un 
��n��p�� ún��� �� �j� m��án��� qu� p��m��� �����s g����s 
�� l�b����� p��� s�gu�� �l m���m��n�� ��l l�ng��� y p��� 
m�n��n�� un ���pl�m��n�� ��s� p��f����, � p�s�� �� l�s ������
���n�s s�gn�fi������s �� ������u�. Es�� ��nfigu����ón p��m��� 
�upl���� l� �������ón, s�n l� n���s���� �� us�� ��nqu�s �� 
�nsp����ón; l� qu� ��sul�� �n un ��n���l más �áp��� y fá��l �� 
l�s l�ng���s.
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Ultrasonidos phased array vs
ultrasonidos convencionales
L�s ul���s�n��� (UT) ��n��n���n�l�s n� pu���n sup��p�n�� 
f�s���m�n�� l�s h���s ��ús����s �� ���� p�lp����, �n�lus� s� un 
p�lp���� UT �� ��p� b���h� pu��� ��pl���� un� g��n á��� (�n�
�h�) p�� ����lu��ón. Es�� ��sul�� �n un� b�j� ��s� �� �������ón 
�� ��f����s.

In�lus� s� ��s fil�s �� p�lp�����s UT ��n��n���n�l�s s�n u��l�����s 
p��� �um�n��� l� ��b���u�� ��l h�� �� ul���s�n���s, s�gu��á ���s�
���n�� un� ��ns���� �� �n��g�� ��sp�� ��l�����m�n�� s�gn�fi������ 
�n �l á��� �� �nsp����ón ��l l�ng���. En ��ns��u�n���, �l h�� �� 
ul���s�n���s p����� ��n�� p��� �n��g�� �n �lgun�s á���s y, p�� �n��, 
s�� m�n�s ��p�� �� �������� l�s ��f����s p�qu�ñ�s. A��más, �l us� 
�� ��s fil�s �� p�lp�����s UT ��sul��, f���u�n��m�n��, �n un� �s���
b�l���� m��án��� �n������.

Tecnología phased array para la inspección del volumen

L�s �ns�y�s p�� ul���s�n���s phased array (PA) p��m���n l�g��� 
��pl������n�s �sp����l�����s ��n �l us� �� p�lp�����s �� �����s 
�l�m�n��s, un �qu�p� p���n�� y un software �� h����m��n��s 
���n����s p��� ��n���l�� l�s h���s s�n���s �� �l�� f���u�n��� � 
����és �� l� p���� b�j� �ns�y� y p��� ����� �l p��fil �� l�s ���s 
����b���s.

En �s�n���, un p�lp���� PA �n un g��n p�lp���� UT ��n��n����
n�l s�p����� �n mu�h�s p�qu�ñ�s �l�m�n��s qu� s�n ��������s 
�n�����u�lm�n��.

L�s �s��n��s �l����ón���s l�n��l�s s� �f���ú�n ��n ��n s�l� 
m���� �l h�� ��ús���� � l� l��g� �� su �j� s�n l� n���s���� �� 
n�ngún ��spl���m��n�� m��án���. El m���m��n�� ��l h�� �s 
l�g���� g�����s � qu� l�s �l�m�n��s ������s s�n mul��pl�����s 
�n �l ���mp�.

L�s �nsp�����n�s UT ��n��n���n�l�s 
�������n l�s p�qu�ñ�s ��f����s ��n un� 
�������ón �� h�s�� �6 �B �n��� ��s h���s 
UT.
En �lgun�s ��s�s, pu��� s�� p���.

L�s �nsp�����n�s phased array �������n 
l�s p�qu�ñ�s ��f����s ��n un� �������ón 
n� m�y�� �� 2 �B �n��� ��s l�y�s f���l�s.

La solución de inspección PA, comparada a la UT convencional, ofrece las siguientes ventajas:
• Ampl�� sup��p�s���ón f�s��� �� ��s h���s ��ns��u����s 

(l�y�s f���l�s) qu� s�n �jus����s �l����ón���m�n��, s�gún �l 
��m�ñ� ��l ��f���� ��������� (n�ngún �jus�� m��án���).

• G��n ��b���u�� h�l������l ��n un s�l� p�lp���� PA, �n 
��� �� �����s �l�m�n��s �� �nsp����ón m��án���m�n�� 
�n���l�����s.

• Al�� ��ns���� �� �n��g�� �n �l l�ng��� y m�y�� ��p���b�l���� 
(��s� �� f�ll� = 0%), g�����s �l h�� �� p��fil �p��m����� ��n 
un� ����� �nf����� � 2 �B �n��� l�s �p���u��s (l�y�s f���l�s).
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Olympus h� ��s����ll��� un s�s��m� �� �nsp����ón p��� ��pl���� 
l�ng���s ��mpl���s �� g��n ��ám���� qu� s� s���� �� l� ���n�l�g�� 
�� ul���s�n���s phased array, l� �u�l p��m��� �������� ��f����s 
�n���n�s y �����n�s � l� sup��fi���. G�����s �l ��n��p�� ún��� 
�� l� ��p��� �� �gu� y � su m�mb��n� �� �l�s�óm��� �sp����l 
�� Olympus, s�l�m�n�� �s n���s���� un� ��p� muy ��lg��� �� 
�gu� �n��� l� m�mb��n� y l� sup��fi��� ��l l�ng��� p��� l�g��� �l 
���pl�m��n�� ��ús����.

L� p��p�g���ón �n�l������ � ����és ��l �gu� �n l� ��p��� �f���� 
un� �l�� ��p���b�l���� �� l�s �ns�y�s p��� �������� p�qu�ñ�s 
��f����s �� ��f���n���. El ��n��p�� m��án��� �� �s�� ��p���, 
ún��� �n su ��p�, �l�m�n� l� n���s���� �� ��nqu�s �� �nsp���
��ón, �f�����n�� un ��n���l más �áp��� y fá��l �� l�s l�ng���s 
�u��n�� �l p����s� �� f�b������ón y un� m�y�� p���u���ón.

Inspección de defectos internos y cercanos a la superficie

Cabezal de inspección de ondas longitudinales
El ��b���l �� �nsp����ón �� �n��s l�ng��u��n�l�s h� s��� 
��s�ñ��� p��� ��pl���� ��f����s �n���n�s ��n �l us� �� p�lp����
��s phased array fij�s � un s�p���� �� p�lp���� �� 0°.

Cabezal de inspección de ondas transversales
El ��b���l �� �nsp����ón �� �n��s ���ns���s�l�s ������� g�����s 
�����l�s �����n�s � l� sup��fi���. Es�� ��b���l �s s�m�l�� � �qu�l 
�� �n��s l�ng��u��n�l�s, p��� �l s�p���� �� p�lp���� p��� ��m�
b��� �l ángul� m��án��� ��l p�lp���� (ángul� �� �n����n���) y 
�b��n�� un h�� �� ul���s�n���s � un ángul� �� ��f�����ón �� 45° 
�n �l l�ng��� �s ��f���n��.
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r

C

r = C
n

Bobina única = 
escaneo por trama lento

Varias bobinas = 
escaneo lineal

Principio de las corrientes de 
Foucault multielementos
L�s ������n��s �� F�u��ul� mul���l�m�n��s (ECA, p�� sus s�gl�s 
�n �nglés) s�n un� ���n�l�g�� �� �ns�y�s n� ��s��u�����s us���s 
p��� ��n���l�� �l����ón���m�n�� �����s b�b�n�s ub�����s un�s �l 
l��� �� ����s (p��� s�p�����s p�� un� ��s��n��� f�s���m�n��) �n 
l� m�sm� s�n��. C��� b�b�n� �n l� s�n�� p���u�� �n�����u�l�
m�n�� un� s�ñ�l ��l����� � l� f�s� y � l� �mpl��u� �� l� �s��u��u�� 
��b�j� �� �ll�.

L�s s�n��s ECA �s�án ��mpu�s��s p�� ��s fil�s �� b�b�n�s qu� 
sup��p�n�n f�s���m�n�� �l h�� �� 2 b�b�n�s ��y���n��s y qu� 
p���u��n un� �l�� ��s�lu��ón �� �������ón. Es�� ��nfigu����ón 
�s�gu�� un� ��b���u�� ����l �� l� sup��fi��� y �l p�qu�ñ� ��m��
ñ� ��l �l�m�n�� �f���� un� �l����� s�ns�b�l����. L� un���� �� 
��qu�s���ón us� l�s b�b�n�s �l���n���m�n��, ��sp��án��l�s un� 
p�� un� p���, �s�, ��pl���� un� g��n á��� p�� ����lu��ón.

C��� b�b�n� ECA �s�á ��n������ �n�����u�lm�n�� �l m��� 
��f���n���l p��� un� ��l���ón s�ñ�l��u��� óp��m�, �un s� l� sup��fi�
��� b�j� �ns�y� �s m���fi���� m��án���m�n�� �u��n�� �l p����s� 
�� f�b������ón (p�� �j�mpl�, p����s� �� l�m�n���ón). L�s b�b�n�s 
�s�án ��n������s p��� l�g��� un� g��n s�ns�b�l���� � l�s ��f����s 
l�ng��u��n�l�s y ���ns���s�l�s.

L� m�y�� ��n��j� �� l�s �ns�y�s ECA �s l� p�s�b�l���� �� ��pl��
��� un� g��n á��� ��n un� s�l� p�s��� �� l� s�n�� y ��ns�����, 
�l m�sm� ���mp�, un� �l�� ��s�lu��ón.

Inspección de defectos de superficie
Olympus NDT �f���� un� s�lu��ón p��� �������� l�s ��f����s �� 
sup��fi��� �n l�ng���s �� g��n ��ám���� b�s��� �n l� ���n�l�g�� 
�� ������n��s �� F�u��ul� mul���l�m�n��s.

L� �nsp����ón ECA s� s���� ��l m�sm� ��n��p�� m��án��� ��l 
��b���l �� �nsp����ón phased array. L� ún��� ��f���n��� �s qu� 
l� ��p��� �� �gu� �s ���mpl����� p�� un s�p���� �� s�n�� ECA 
�sp����l qu� p��m��� �f���u�� �nsp�����n�s �� ��n����� ��n 
��sp�gu� ��ns��n�� y �p��m����� p��� l�ng���s �� �u�lqu��� 
��ám����.

G�����s �l us� �� b�n��s �� ���bu��s, l� s�n�� �s p����g��� 
��n��� �l ��sus� � ��ñ�s, h����n�� ��l s�s��m� ECA un� s�lu�
��ón b��n ���p���� p��� ��l���� l�ng���s s�m� y ��mpl���m�n�� 
���m�n���s.

T���s l�s s�n��s ECA pu���n ��pl���� un á��� �� más �� 
100 mm p�� ����lu��ón y l� �nsp����ón pu��� s�� �f���u��� ��n 
l� m�sm� s��u�n��� h�l������l qu� �n l�s �nsp�����n�s PA. L�s 
��n��j�s �� un� s�lu��ón b�s��� �n �l us� �� un� g��n s�n�
�� ECA s�n s�m�l���s � �qu�ll�s l�s����s p��� l� s�lu��ón b�s��� 
�n �l us� �� p�lp�����s PA.

Inspección de defectos de superficie

Donde:
n = número de canales
r = resolución (también depende de 

la configuración de la bobina)
C = cobertura
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Configuración de los cabezales de inspección

Un cabezal de 
inspección
C�nfigu����ón bás��� p��� �l us� �� 
un ��p� �� ���n�l�g��. Pu��� us��s� 
un� ��p��� �� �gu� � 0° p��� l� �ns�
p����ón UT �n �n��s l�ng��u��n�l�s 
��l ��lum�n � p��� l� �nsp����ón 
p�� ������n��s �� F�u��ul� �� l� 
sup��fi���.

Configuraciones posibles:
• 1 ��b���l �� �n��s 

l�ng��u��n�l�s
• 1 ��b���l ECA

Cuatro cabezales de inspección
C�nfigu����ón p��� �ub��� �l 100% ��l ��lum�n y �� l� sup���
fi���. El ��b���l �� �nsp����ón �� �n��s l�ng��u��n�l�s s���� 
p��� ��pl���� l�s ��f����s �n���n�s, l�s ��s ��b���l�s �� �n��s 
���ns���s�l�s (p�s�����s y n�g�����s) s����n p��� �������� g�����s 
�����l�s �����n�s � l� sup��fi��� y �l ��b���l ECA, p��� l� �ns�
p����ón �� l� sup��fi���.

A��más, �s�� ��nfigu����ón pu��� s����� p��� ����� un �n���l��
���� m��án��� us�n�� ��s �� l�s �u���� ��b���l�s �� �nsp���
��ón ��n l� m�sm� ���n�l�g�� (p�� �j�mpl�: 2 ��b���l�s �� 
�n��s l�ng��u��n�l�s / 2 ��b���l�s ECA ó 2 ��b���l�s �� �n��s 
l�ng��u��n�l�s / 1 ��b���l �� �n��s ���ns���s�l�s+ / 1 ��b���l 
�� �n��s ���ns���s�l�s–), l� qu� p��m��� �um�n��� ��ns�����bl��
m�n�� l� p���u�������� �� l� �nsp����ón.

Aún más, b�j� p����� �sp����l, �s p�s�bl� u��l���� más �� �u���� 
��b���l�s �� �nsp����ón.

Configuraciones posibles:
• 1 ��b���l �� �n��s l�ng��u��n�l�s / 1 ��b���l �� �n��s 

���ns���s�l�s+ / 1 ��b���l �� �n��s ���ns���s�l�s– / 
1 ��b���l ECA

• 2 ��b���l�s �� �n��s l�ng��u��n�l�s / 2 ��b���l�s ECA
• 2 ��b���l�s �� �n��s l�ng��u��n�l�s / 1 ��b���l �� �n��s 

���ns���s�l�s+ / 1 ��b���l �� �n��s ���ns���s�l�s– 

Dos cabezales de 
inspección
Es�� ��nfigu����ón �s u��l�����, 
p��n��p�lm�n��, p��� ��mb�n�� l�s 
���n�l�g��s �� �nsp����ón UT �n 
�n��s l�ng��u��n�l�s y ECA �u��n�� 
l� m�sm� s��u�n��� �� �nsp����ón.

S�n �mb��g�, �lgun�s ����s ��mb�én 
�s us��� p��� �um�n��� l� p���u����
����� �� l� �nsp����ón, y� qu� ���� 
un m���m��n�� m��án��� �n���l����
�� �� ��s ��b���l�s �� �nsp����ón 
�� l� m�sm� ���n�l�g�� (UT �n �n��s 
l�ng��u��n�l�s � ECA).

Configuraciones posibles:
• 1 ��b���l �� �n��s 

l�ng��u��n�l�s / 1 ��b���l ECA
• 2 ��b���l�s �� �n��s 

l�ng��u��n�l�s
• 2 ��b���l�s ECA
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	cuenta	con	la	certificación	ISO	9001	y	14001.

Programas informáticos 
de última generación
C�m� p���� ��l s�s��m�, Olympus �f���� ��mpu������s ��mpl����
m�n�� ��nfigu����s ��n �l p��g��m� Qu��kV��w™, un software �� 
h����m��n��s ���n����s qu� p��m��� ��nfigu��� �l s�s��m�, ��qu���� l�s 
����s y ��m�n�s���� l� �nf��m���ón.

QuickView PA y QuickView EC
• R�p��s�n����ón �n l� p�n��ll� �� l�s ��sul����s �� �nsp����ón PA y 

EC (��g�s���s �� g�áfi��s ��n��nu�s y �l��m�s) �n ���mp� ���l.
• Imág�n�s A�s��n y D�s��n �� ���� p�lp���� PA �u��n�� 

l� ��nfigu����ón �� l�s p��ám����s �� �nsp����ón.
• Alg����m� UT �sp����l qu� p��m��� ���u��� l�s ��n�s mu����s b�j� 

l� sup��fi���: �l�m�n���ón ��l ��� �� f�n��.
• Al��m� �� fil��� mul����� p��� qu� ��s l�y�s f���l�s PA ��y���n��s 

�������n un� m�sm� �n������ón �� ��f���� �n��s �� ������� l� 
�l��m�.

• Im�g�n ��l pl�n� �� l� �mp���n��� �� ���� ��n�l �� ������n��s �� 
F�u��ul� �u��n�� l� ��nfigu����ón �� l�s p��ám����s �� �nsp����ón.

• As�s��n�� �� ��nfigu����ón p��� ����� fá��lm�n�� l�s ���h���s �� 
��nfigu����ón.

• C�l�b����ón �u��má���� p��� ���� ��n�l.

QuickView Supervisor
• T���s l�s p��ám����s �� ��nfigu����ón �� �nsp����ón y �� 

��l�b����ón p��� ���� ��ám���� ��l l�ng��� s�n gu������s �n 
�l software �� ��qu�s���ón y, p�s������m�n��, ���g���s ��s�� 
Qu��kV��w Sup����s�� p��� l�s m���s UT y EC.

• Fus�ón y ��p��s�n����ón �n l� p�n��ll� �� l�s ��sul����s �� 
�nsp����ón UT y EC fin�l�s (l�ng���s ���p����s y ���h�����s).

• B�s� �� ����s ��mún p��� �l ��n���l �� un l��� �� p���u���ón 
(�lm���n�m��n�� �� ����s, �s����s����s y ������ón �� �nf��m�s).

• In�����mb�� DCOM p��� �s��bl���� l� ��mun�����ón ��n �l 
software Sup����s�� (n���l 2) �� l� l�n�� �� p���u��� (��m� l�s 
����s y l�s �l��m�s �� �nsp����ón).

Equipos de inspección
L� �l����ón��� �� l� s�lu��ón phased array �s�á b�s��� �n 
l� un���� Qu��kS��n™ LT PA (16/256 ó �2/256). Es�� �l����ó� PA (16/256 ó �2/256). Es�� �l����ó�
n��� s���sf��� l�s ��qu�s���s �� l� n��m� IP 55 y �s�á ��s�ñ��� 
p��� �n��g���s� fá��lm�n�� � m����s �n�us����l�s.

El Qu��kS��n™ EC h� s��� ��s�ñ��� p��� ��pl���� m������l�s 
f����s�s y n� f����s�s m����n�� �l us� �� s�n��s ECA. L� 
��p������ y l� fl���b�l���� �� �s�� s�s��m� l� h���n ����l p��� 
mu�h�s �pl������n�s, ��m� l� �nsp����ón �� l� sup��fi��� � l� 
m�����ón �� l�s p��p������s ��l m������l.

Gestión de proyectos
Olympus ����� ���� p��y���� ��sp���n�� l�s p����s�s �s�án�
����s �n���n����n�l�s p��� �s�gu��� l� ���l�����ón ��l ���b�j� 
s�gún �l ��s�� y l� p��g��m���ón.

L� g�s��ón �� p��y����s �����m�n� l�s ����������s n���s����s 
p��� ��s����ll�� y sum�n�s���� l�s p���u���s �n ��nf��m���� 
� l�s n���s�����s y ��p��������s �� nu�s���s �l��n��s y � l� 
��s�ón �� l� ��mp�ñ��. El p����s� ��m�n��� l�s mé����s �� 
���b�j� �� l� g�s��ón �� p��y����s p��� qu� l�s �bj�����s �� 
��l���� �� Olympus NDT s��n l�g����s �n ����s l�s á���s �� 
p���u���ón y �n ����s l�s l�n��s �� p���u���s.

Contenido
C��� p���� ��l s�s��m� pu��� s�� �n���g��� ��m� un s�s���
m� ll��� �n m�n� � ����és �� un p��y���� ún��� qu� pu��� 
�n�lu��:

• Equ�p� �� �ns�y� (��b���l �� �nsp����ón, p�lp�����s y 
p��g��m� �nf��má���� �� úl��m� g�n�����ón).

• M��án��� (pu�n��, ���n, m�s� �� ��l�b����ón y ��������s 
�� l�ng���s).

• Equ�p� �lé������ y �u��m�������ón.
• S�s��m� �� ��m�n�s�����ón ��l �gu�.
• Pu�s�� �n s������� (�ns��l���ón, p��g��m�s �� ��p�������ón 

y s������� �é�n��� �n p���u���ón).


